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1)

9)

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING
DEVICES AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-47: Tests — Thermal shocks

FOREWORD

Thel International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization con

all
inte]
this|

national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to (
Fnational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and; electronic fie
end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards,(Teéchnical Specifi

prising
romote
Ids. To
ations,

Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafier referred to gs “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC,National Committee int
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental ar

gov

Ernmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates

with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determ

agr

bement between the two organizations.

Thel formal decisions or agreements of IEC on technical matters expréss, as nearly as possible, an inter

con
inte]

IEC

pensus of opinion on the relevant subjects since each techinical committee has representation f
Fested IEC National Committees.

Publications have the form of recommendations for intetnational use and are accepted by IEC N

Compmittees in that sense. While all reasonable efforts are’made to ensure that the technical content
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or

mis

In

nterpretation by any end user.

rder to promote international uniformity, IEC "National Committees undertake to apply IEC Publ

transparently to the maximum extent possiblelin their national and regional publications. Any dive

bet
the

IEC]
ass
ser

Al
No

veen any |IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indi
latter.

itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide cofj
pssment services and, in some areas, access to |[EC marks of conformity. IEC is not responsible
ices carried out by independent.certification bodies.

isers should ensure that they-have the latest edition of this publication.

iability shall attach to<lE€ or its directors, employees, servants or agents including individual exp¢g

merpbers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property dan
oth¢r damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal feg

exp

Enses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any oth

Publications.

Attgntion is dfawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publica

indi

spensable for the correct application of this publication.

Attgntion.is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the su
patenfights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

erested
d non-
closely
ned by

ational
rom all

ational
of IEC
for any

cations
rgence
ated in

formity

for any

rts and
hage or
s) and
er |IEC

tions is

bject of

International Standard IEC 61300-2-47 has been prepared by subcommittee 86B: Fibre optic
interconnecting devices and passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

This fourth edition cancels and replaces the third edition published in 2010. This edition
constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical change with respect to the previous
edition: review of temperature limit in the test severity.
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The text of this standard is based on the following documents:

CDhV Report on voting
86B/3879/CDV 86B/3937A/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the rep
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

ort on

The r¢ader’s attention is drawn to the fact that Annex A lists an “in some-country” clay
differipg practices of a less permanent nature relating to the subject of this standard.

A list] of all parts in the IEC 61300 series, published under the general title Fibre
intercpnnecting devices and passive components — Basic test and measurement proce
can b¢ found on the IEC website.

The cpmmittee has decided that the contents of this publication will\remain unchange
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the
relatefl to the specific publication. At this date, the publication will-be

¢ re¢onfirmed,

e withdrawn,

* replaced by a revised edition, or
* anpended.

Se on

optic
Hures,

1 until
data
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING
DEVICES AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-47: Tests — Thermal shocks

1 Scope

This ;I>art of IEC 61300 details a procedure for determining the suitability of a_fibre

device
overt

2 N

The fq
are in
undat
amen

IEC 6

IEC 6

measlirement procedures — Part 3-1: Examinations and measurements — Visual examing

3 G

The procedure described in this standard is conducted in accordance with IEC 60068
test Na. The device under test (DUT) is first subjected to one extreme of temperature

given

period of time.

Two rst methods are.considered: manual or automatic. Both methods are considern
[

equiv

4 A

4.1

to withstand the effects of thermal shock. In practice, this means a very short c
me between extreme temperatures.

pormative references

llowing documents, in whole or in part, are normatively referenced in this docume
Hispensable for its application. For dated references, only(the edition cited applie
bd  references, the latest edition of the referenced document (including
iments) applies.

D068-2-14, Environmental testing — Part 2-14: Tests'— Test N: Change of temperat

300-3-1, Fibre optic interconnecting deviceSyrand passive components — Basic te

eneral description

period of time. It is thenvsubjected to the other extreme of temperature for an

ent. The reference method is the automatic one.

pparatus

optic
hange

Nt and
s. For
any

lire

5t and
tion

-2-14,
for a
equal

ed as

Testing chambers

a) Two separate chambers or one rapid temperature change rate may be used. If two
chambers are used, one for the low temperature and one for the high temperature, they
are located such as to allow transfer of the DUT from one chamber to the other within the
prescribed time. Either manual or automatic transfer methods may be used.

b) The chambers shall be capable of maintaining the atmosphere at the appropriate
temperature for the test in any region where the DUT is placed.

c) The absolute humidity of the atmosphere inside the chambers should not exceed 20 g/m3.

At the temperature of 60 °C and standard air pressure, the relative humidity should be less
than 16 %.

d) The temperature of the walls of the hot and cold chambers shall not differ by more than
3 % and 8 % respectively from the specified ambient temperature of the test, expressed in
Kelvin (tolerance of 3 % for high temperature, and 8 % for low temperature).
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4.2
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The volume of the chambers and the air velocity shall be such that after insertion of the
DUT, the temperature of the atmosphere shall be within the specified tolerance after a
time of not more than 10 % of the exposure time.

The air of the chamber shall be circulated so that the air velocity, measured close to the
DUT, shall be not less than 2 m/s.

Support for mounting the DUT

Unless otherwise specified in the relevant specification, the thermal conductivity of the
supports for mounting the DUT shall be low, such that for practical purposes the DUT is
thermally isolated. When testing several DUTs simultaneously, they shall be so placed that
free circulation should be provided between DUTs, and between DUTs and chamber surfaces.

5

5.1

Conddct the test according to the following procedure.

5.2

Procedure

General

If fhe component construction includes optical leads, include 1,5-m of cable in the climatic
chpmber for each port monitored during the test.

If pptical measurements are requested during the test by th€ relevant specification,|these
measurements shall be performed at a maximum interval of 10 min during the exjtreme
temperature periods.

It Js not the intention of the test to record the<effécts of mechanical movement pf the
optical cables during the movement of the DUT, from one environmental chamber fo the
other. Therefore, the physical arrangement of-the cables shall ensure that move:wfnt of

the DUT does not affect the optical transmission. To verify this, optical cables simfilar to
thgse attached to the DUT shall be positioned alongside the cables attached to th¢ DUT
and monitored throughout the test as alcontrol.

Preconditioning

Unlesg otherwise stated in the-‘relevant specification, maintain the DUT under stgndard
atmospheric conditions for a~minimum of 2 h. Clean the mechanical and optical alighment

parts pf the DUT according tothe manufacturer's instructions.

5.3

Initial examination and measurement

Complete initial examinations and measurements as required by the relevant specificatign.

5.4

a)
b)
c)

d)

e)

f)

Testing
Place-the DUT in the chamber in its normal operating position (initial temperature 7).

The DY T strattbesubjectedtoatemperature tycteaccording to Figure -
The DUT shall be placed in the cold chamber, the atmosphere of which has been
previously adjusted to the appropriate low temperature T,. The atmosphere in the cold
chamber shall be maintained at the low temperature T, for the appropriate period 74 (¢,
includes an initial time for temperature stabilization of atmosphere, according to 4.1 e)).

The DUT shall then be removed from the cold chamber and transferred to the hot chamber
in a changeover time ¢, not more than 3 min. In the case of automatic two-chamber test
equipment, a changeover period shall be less than 30 s. The transition time shall include
the time of removal from one chamber and the insertion into the second chamber as well
as any dwell time at the ambient temperature of the laboratory.

The atmosphere in the hot chamber shall be maintained at the high temperature T for the
appropriate period 74

For the next cycle, the DUT shall be transferred to the cold chamber in a transition time ¢,
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NOTE The exposure time is measured from the moment of insertion of the DUT into the chamber.

—-7-

The first cycle includes the two exposure times ¢, and the two changeover times 1,
(see Figure 1).

< O,1l1

Temperature in the chamber

Key
A st
B e

NOTE

5.5

Dry tHe DUT if necessary and-allow it to remain under standard atmospheric conditiong

period

5.6

On cdg
parts
requir
with
perma3

14 ty 2 7|

Time

1 cycle

art of first cycle

d of first cycle and start of second cycle

The dotted curve is explained in 4.1 e).

Figure 1 — Temperature change cycle

Recovery

of 2 h.

Final examinationrand measurement

nent.damage.

mpletion of the test, remove all fixtures. Clean the mechanical and optical alig
of the DUT according to the manufacturer’s instructions. Take final measureme
ed by the)relevant specification. If specified, visually examine the DUT in accor
EC 64300-3-1 and take any measurements specified to ensure that there

(1)

JEC

for a

hment
nts as
dance
is no

6 Severity

The severity consists of the combination of the low temperature, high temperature, duration,

chang

eover time and number of cycles.

The following severity shall be used for this procedure:

Conditions:

— Temperature limits: AT

The following three options shall be applied.

a) AT =100 °C (T, and Tg are within the operating temperature range)
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b) T,: lowest operating temperature, Tg: highest operating temperature (AT is less than
100°C)

c) Tp=0°C, Tg =100 °C
— Duration at extreme temperature: ¢, > 30 min
— Changeover time:

e manual test: t, < 3 min

e automatic test: 7, < 0,5 min
— Number of cycles: 20

7 Deptails to be specified

The fqllowing details shall be specified in the relevant specification:

— manual or automatic test;

— low temperature Tp, high temperature Tz and AT,

— dufation of exposure t4;

— inifial examinations, measurements and performance requirements;

— expminations, measurements during test and performance.réquirements;
— finjpl examinations, measurements and performance requirements;

— dejviations from test procedure;

— additional pass/fail criteria.
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Annex A
(informative)

Minimum temperature value in Finland

The minimum temperature value in performance category (O, E, A and G) of IEC 61753-1
shall be —45 °C in Finland. This temperature range shall be used especially with those fibre
optic passive components installed in unheated street cabinets and cable joint closures in
manholes, in the ground or in telephone poles.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION
ET COMPOSANTS PASSIFS FIBRONIQUES -
PROCEDURES FONDAMENTALES D'ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-47: Essais — Chocs thermiques

AVANT-PROPOS

1) La [Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale” de* normg
conjposée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de 1EC). L'IEC]
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les dg
de I[électricité et de I'électronique. A cet effet, I'|EC — entre autres activités — publie dés‘Normes interna
des|Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS
Guifes (ci-aprés dénommés "Publication(s) de I'lEC"). Leur élaboration est confiée a des comités d'étud

lisation
a pour
maines
ionales,
et des
es, aux

trajaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut. participer. Les organfsations

inteynationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec MEC, participent égalem
trafaux. L’'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale’ ,de’ Normalisation (ISO), sel
confitions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les|décisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questions techniques représentent, dans la
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant,-donné que les Comités nationaux g
intéfessés sont représentés dans chaque comité d’études.

comme telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous lesefforts raisonnables sont entrepris afin gy
s'a
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui €njest faite par un quelconque utilisateur final.

3) Lefj Publications de I'lEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont 4§

4) Darls le but d'encourager I'uniformité internationaley'les Comités nationaux de I'lEC s'engagent, dans
megure possible, a appliquer de fagon transparehte les Publications de I'l[EC dans leurs publications na
et fégionales. Toutes divergences entre toutes Publications de I'lEC et toutes publications nation
régionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces dernieres.

5) L’'IHC elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indép¢
fournissent des services d'évaluation~de conformité et, dans certains secteurs, accédent aux marq
conformité de I'lEC. L’IEC n'est respensable d'aucun des services effectués par les organismes de cert
indg¢pendants.

6) Tous les utilisateurs doiventis'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicatig

7) Aucline responsabilité ne doit étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mand
y cdmpris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux d
pouf tout préjudicetcausé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de
natyre que ce soit;hdirecte ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justice
dépgenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'IEC ou de tout
Publication de I'l[EC, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'atfention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publ

ent aux
on des

jnesure

e I'lEC
gréées
e I'lEC

sure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; I'lEC ne peut pas étre tenue responspble de

oute la
ionales
les ou

ndants
ues de
fication

n.

ptaires,
e I'lEC,
uelque
et les
P autre

cations

9) Latient " o fai
I'objet de droits de brevet. L'IEC
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ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits

La Norme internationale IEC 61300-2-47 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs

d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de
Fibres optiques.

I'EC:

Cette quatriéeme édition annule et remplace la troisieme édition parue en 2010. Elle constitue

une révision technique.

La présente édition inclut la modification technique majeure suivante par rapport a I'édition

précédente: révision de la limite de température de la sévérité d’essai.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

CDV Rapport de vote
86B/3879/CDV 86B/3937A/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

ayant

L’attention du lecteur est attirée sur le fait que I’Annexe A énumére un article traita||1t des

différgnces a caractére moins permanent inhérentes a certains pays, concernant le-suje
présepte norme.

Une l|ste de toutes les parties de I'lEC 61300, publiées sous le titre général: Disp
d'inteffconnexion et composants passifs fibroniques — Procédures fondamentales d'ess
de mgsures, est disponible sur le site web de I'lEC.

Le cofnité a décidé que le contenu de cette publication ne sera(pas modifié avant la d
stabilifé indiquée sur le site web de I'lEC sous "http://webstore.iec.ch” dans les do|
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* re¢onduite,

* supprimée,
* remplacée par une édition révisée, ou
* anpendée.

de la

ositifs
ais et

hte de
nnées
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1 D

DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION
ET COMPOSANTS PASSIFS FIBRONIQUES -
PROCEDURES FONDAMENTALES D'ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-47: Essais — Chocs thermiques

omaine d’application

La présente partie de I'lEC 61300 détaille une procédure destinée a déterminer I'aptitud
dispogitif fibronique a résister aux effets des chocs thermiques. En pratique, celacorre

aunt

2 R

Les d
partie

emps de passage trés court entre des températures extrémes.

gférences normatives

pcuments suivants sont cités en référence de maniére normative, en intégralité
dans le présent document et sont indispensables poudr, son application. Po

références datées, seule I'édition citée s’applique. Pour Jes, références non daté

dernigre édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels amender
IEC 69068-2-14, Essais d'environnement — Partie 2=14: Essais — Essai N: Variati
temp@rature

IEC 61300-3-1, Dispositifs d'interconnexion et ‘composants passifs a fibres optiq

Méthddes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 3-1: Examens et mesures — E.

visuel

3 D

pscription générale

La prqcédure décrite dans lapresente norme est appliquée conformément a I'lEC 60068

essai

Na. Le dispositif en essai (DUT pour device under test) est d’abord soumis a une

extréme de température.pendant un laps de temps donné. Il est ensuite soumis a
valeun extréme de tempéerature pendant un laps de temps de méme durée.

Deux

meéthodes d'essai sont prises en considération: une méthode manuelle et une m¢

automatique. [€és deux méthodes sont considérées comme équivalentes. La métho

4 A

4.1

e d’'un
spond

ou en
ur les
s, la
hents).

bn de

es —
amen

-2-14,
valeur
"autre

thode
He de

référe[ce estla’'méthode automatique.

PPGI Ulllagc

Enceintes d’essai

a) |l est admis d’utiliser deux enceintes séparées, ou une seule si celle-ci permet un passage
rapide d'une température a l'autre. Lorsque I'essai est réalisé avec deux enceintes, une
pour la valeur basse de température et l'autre pour la valeur élevée, celles-ci sont
disposées de maniére a permettre le transfert du DUT d'une enceinte a l'autre en
respectant le délai prescrit. Il est admis d’utiliser soit la méthode de transfert manuelle soit

la

méthode de transfert automatique.

b) Les enceintes doivent étre capables de maintenir leur atmosphére a la température
appropriée pour I’essai quelle que soit la zone ou le DUT est placé.

c) Il convient que I'humidité absolue de I'atmosphére a l'intérieur des enceintes ne dépasse

pa

s 20 g/m3.
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d)

e)

f)

4.2
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A une température de 60 °C et a une pression d’air normale, il convient que I'’humidité
relative soit inférieure a 16 %.

La température des parois des enceintes chaude et froide ne doit pas s'écarter de plus de
3 % et 8 % respectivement de la température ambiante spécifiée pour I'essai, exprimée en
Kelvin (la tolérance de 3 % concerne l'enceinte a température élevée et la tolérance de
8 % concerne l'enceinte a température basse).

Le volume des enceintes et la vitesse de 'air doivent étre tels, qu’aprés l'introduction du
DUT, la température a l'intérieur de I'enceinte se situe dans les limites de tolérance
spécifiées aprés un laps de temps ne dépassant pas 10 % du temps d’exposition.

L’air a I'intérieur de I’enceinte doit circuler a une vitesse qui ne doit pas étre inférieure a
2 mils, lorsquelle est mesurée 3 prnyimifé du DUT

Support prévu pour le montage du DUT

Sauf |indication contraire dans la spécification applicable, la conductivité sthermique des
supports pour le montage des DUT doit étre faible, de sorte que, pour des_raisons pratjques,
le DUT soit thermiquement isolé. Lorsque plusieurs DUT sont soumis a I'essai simultangément,
ils doivent étre placés de maniére a permettre une libre circulation de Fair entre eux, ef entre

eux ef les surfaces des enceintes.

5

5.1

Effectuer I'essai en respectant la procédure suivantef

5.2

Sauf |indication) contraire dans la spécification applicable, maintenir le DUT dan

Procédure

Généralités

Si|la construction du composant prévoit des>conducteurs optiques, introduire 1,5 m de
caple dans I'enceinte climatique pour chagué port contrélé pendant I'essai.

Si|des mesurages optiques sont exigés\au cours de I'essai par la spécification applicable,
ils|doivent étre réalisés a intervalle.maximal de 10 min pendant les périodes d'application
defs températures extrémes.

L’'¢ssai n'a pas pour objet d’enregistrer les effets de mouvement mécanique des ¢ables
optiques pendant le déplacement du DUT d’une enceinte climatique a 'autre. De ce fait, la
digposition physique des cables doit assurer que le déplacement du DUT n’affecte pas la
transmission optique. Pour'le vérifier, des cables optiques similaires a ceux qui sont fixés
aul DUT doivent étre.placés le long des cables reliés au DUT et doivent étre mgsurés
pendant toute la durée de I'essai pour assurer un contréle.

Préconditionnement

des

1°2)

condifions~atmosphériques normales pendant au moins 2 h. Nettoyer les parties seryant a

I'alignement mécanique et optique du DUT conformément aux instructions du fabricant.

5.3

Examen initial et mesurage associé

Réaliser les examens initiaux et les mesurages associés conformément aux exigences de la
spécification applicable.

5.4

a)

b)

Essai
Placer le DUT dans I'enceinte dans sa position normale de fonctionnement (température
initiale T).
Le DUT doit étre soumis a un cycle de températures conformément a la Figure 1.
Le DUT doit étre placé dans l'enceinte froide, dont 'atmosphére a été préalablement
réglée a la température basse appropriée T,. L'atmosphére dans I'enceinte froide doit étre

maintenue a la température basse T, pendant la durée appropriée ¢4 (¢4 integre un temps
initial pour la stabilisation de la température de I'atmosphére, conformément a 4.1 e)).
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d)

e)

f)

NOTE [tz durged eXpPOsIton est mesuree a pdrtir du moment ou e DU T est INtrodult dans 1 enceinte.

Le DUT doit ensuite étre retiré de I’enceinte froide et transféré dans I’enceinte chaude, ce
laps de temps, t,, ne dépassant pas 3 min. Dans le cas d’'un équipement d’essai
automatique a deux enceintes, le délai de transfert doit étre inférieur & 30 s. La durée de
transition doit inclure le temps nécessaire au retrait de la premiére enceinte et a
I'introduction dans la seconde enceinte, ainsi que le temps passé a la température
ambiante du laboratoire.

L'atmosphére a l'intérieur de l'enceinte chaude doit étre maintenue a la température
élevée Ty pendant la durée appropriée ¢;.

Pendant le cycle suivant, le DUT doit étre transféré dans l'enceinte froide, cela
correspond au temps de transition #,.

Le premier cycle comprend les deux durées d'exposition 74 et les deux durées dectrangfert 7,

(voir Figure 1).
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NOTE | La courbe en“pointillé est expliquée en 4.1 e).

5.5

Figure 1 — Cycle de variation de la température

Rétablissement

Sécher le DUT si nécessaire et le laisser dans des conditions atmosphériques normales
pendant 2 h.
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